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В роботі досліджується вихід вторинних електронів із мікростріпових металевих 

детекторів. Досліджуються такі фактори як: матеріал мікро-сенсорів, температура 

сенсора, стан поверхні сенсора, напруга між сенсором та збиральними електродами, 

величина струму іонів, сорт іонів, енергія іонів, довготривала робота, міжстріповий 

проміжок, матеріал підтримуючої основи.

Виміри на мас-спектрометрі показали вихід вторинних електронів в межах 1.2 –

1.5 електрон/іон в залежності від прискорювальної напруги в ММД. Це показує

важливий внесок  вторинної електронної емісії в формування сигнального відгуку 

ММД.


